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LD10A. SVIESOS DIFRAKCIJOS TYRIMAS

Darbo tikslas

Nusakyti prielaidas ir sglygas difrakcijos susidarymui.

UzZduotys
1. I$ difrakcinio atvaizdo iSmatuoti plySio plot;.
2. ISmatuoti atstumg tarp dviejy plysiy.

3. Nustatyti kompaktinio disko takeliy tankj.

Teorinés temos

° Difrakcija ir jos susidarymo salygos.

° Hiuigenso ir Frenelio pricipas.

Darbo priemonés ir prietaisai

Optinis suolas (O), ekranas (E), plySiy komplektas (P;, P,, P3, P4), Sviesos $altinis su maitinimo

Saltiniu (puslaidininkiniu lazeriu) (L), skriestuvas (SK) (1pav.).

\

1 pav. Sviesos difrakcijos tyrimo stendas
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Darbo metodika

Difrakcijos per viena plySi tyrimui naudojamas puslaidininkinis lazeris (L), kurio

spinduliuote apSvie€iamas tiriamasis plySys (P), ir Sviesos intensyvumo jutiklis (SK) fiksuoja stebimag

2 pav. Tyrimo schema

difrakcinio plySio vaizda (2 pav.). Matomas simetrinis difrakcinis vaizdas (3a pav.), susidedantis 1§

intensyviausio centrinio S$viesaus maksimumo ir Salia iSsidésCiusiy silpnesniy aukStesniy eiliy

\/
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maksimumy.
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3 pav. Difrakcinis vaizdas

Tarp jy yra tamstis minimumai (3b pav.). [ISmatuojami atstumai 2Ax tarp pirmyjy (interferencijos eilé
m == 1) ir antryjy (m = = 2) minimumy. ISmatuojamas atstumas / nuo plySio iki ekrano.

Difrakcijos kampas apskai¢iuojamas pagal formule
(D

sing =~ tang = E

Zinant, kad
(2)

asing=tm A,
apskaiciuojamas plysio plotis a = m E A 3)
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Difrakcijos per du vienodo plodio plySius, esanCius vienas S$alia kito, tyrimui

naudojamos tos pacios priemones (1 pav.), tik (P) yra plokstel¢ su dviem plysSiais.
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4 pav. Difrakcinis vaizdas pro du plySius

Ekrane stebimas difrakcinis vaizdas (4a pav.), susidedantis i§ daugelio smulkesniy maksimumy

ir minimumy (4b pav.). ISmatuojamas atstumas AX’ tarp m = 3 + 6 maksimumy, atstumas / nuo plySiy

iki ekrano ir skaiiuojamas atstumas d tarp plysiy:

) (4)

d=m p

Norint nustatyti tarpelio tarp plySiy plotj b, reikia skaiCiuoti plySio plotj a (pagal ,,Difrakcijos per

vieng plys$j* iSdéstytag metodikg). Tada tarpelio plotis b = d — a.
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Kompaktinio disko takeliu tankio nustatymas

Optiniai informacijos kaupikliai — kompaktiniai diskai skirti skaitomai informacijai saugoti.
Palyginti nesudétingais Siuolaikiniais metodais galima saugoti didziulius informacijos kiekius. Lazerio
spindulys naudojamas ne tik informacijai jrasyti, bet ir jg skaityti. Pradinis jraSas daromas ant poliruoto

stiklinio disko, padengto Sviesai jautriu lako sluoksniu. Lazerio

’ aElb o
-~
()

spindulio paveiktos sluoksnio vietos naikinamos tirpikliu ir lako

o ® - ® pavirSiuje susidaro mikroskopinés jdubos (5 pav.), vadinamos
o o e o - pitais. Pitai sudaro spiralinj takelj, prasidedant; disko centre. Disky
o > am P kopijy gamyba panaSi | patefono ploksteliy dauginimg. Nuo

o TG .
® - stiklinio disko, padengto laku, gaunamos metalinés kopijos, kurios

naudojamos kaip matricos presuojant karstus polikarbonato diskus.
5 pav. Padidintas CD-ROM L ) ) ) )
disko dalies vaizdas Ant Siy disky uZgarintas metalo sluoksnis atlieka reflektoriaus

funkcijg. Pagaminti diskai dengiami skaidriu apsauginiu sluoksniu.

Nuo i8pjautos kompaktinio disko plokstelés pasSalinus metalinj sluoksnj galima tirti spinduliy
difrakcijg pereinancioje Sviesoje. Tyrimo metodika analogiSka ,,difrakcijos per vieng plyS; iSdéstytai

metodikai. IStyrus difrakcinj vaizda 1§ iSmatuoty duomeny nustatomas atstumas tarp takeliy:

©)

¢ia m — interferencijos eilé, / — atstumas nuo disko plokstelés iki ekrano, Ax — atstumas nuo centrinio

interferencijos maksimumo iki m eilés maksimumo.

Zinant atstuma d ' tarp takeliy skai¢iuojamas tiriamojo disko takeliy tankis, t. y. takeliy skai¢ius

vienetiniam ilgiui.
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Darbo eiga

1. Difrakcijos per viena plySi tyrimas

Lazerio (L) spinduliuote apSvieCiama plokstele (P;) su vienu plySiu ir ekrane (E) stebimas
difrakcinis plySio vaizdas (3a pav.). ISmatavus atstumg / nuo plySio iki ekrano bei atstumus tarp pirmos
ir antros eilés minimumy pagal (3) formule apskaiiuojamas plySio plotis. Eksperimentas kartojamas

pakeitus atstumg nuo plySio iki ekrano. Rezultatai vidurkinami. Duomenys suraSomi j 1 lentele.

1 lentelé. Difrakcijos pro vieng plysj tyrimo duomenys

Nr. [ (cm) Ax (mm) a (mm)
m=1

m=2

Lazerio (L) spinduliuote apSvie¢iamas tiriamasis plySys (P3). Keiciant plySio plot] stebima,

kaip keiciasi difrakcinis vaizdas ekrane. ApraSomi pastebéti kokybiniai pokyciai.

2. Difrakcijos per du plySus tyrimas

Lazerio (L) spinduliuote apSvie¢iama plokstele (P;) su dviem plySiais ir ekrane (E) stebimas
difrakcinis vaizdas (4a pav.). [Smatuojamas atstumas Ax’ tarp m = 3 + 6 maksimumy, atstumas / nuo
plysiy iki ekrano ir pagal (4) lygt] apskaic¢iuojamas atstumas d tarp plySiy. [Smatuojamas atstumas Ax
tarp pirminiy minimumy ir pagal (3) lygt; apskai¢iuojamas plySio plotis a. Apskai€iuojamas tarpelio
plotis h. Matuojama kelis kartus pakeitus atstumg nuo plySiy iki ekrano. Rezultatai vidurkinami.

Duomenys suraSomi j 2 lentele.

2 lentelé. Difrakcijos pro du plySius tyrimo duomenys

Nr. m [ (cm) Ax(mm) | AX (mm) d (mm) a (mm) b (mm)

3. Kompaktinio disko takeliu tankio nustatymas

Lazerio spinduliuote apS$vieCiamas tiriamasis plySys (P4). ISmatavus atstumg / nuo plySio iki
ekrano bei atstumus tarp pirmos ir antros eilés maksimumy pagal (5) lygti apskai¢iuojamas plySio

plotis. Duomenys suraSomi j 3 lentele.

3 lentele. Kompaktinio disko takeliy tankio tyrimo duomenys
Nr. [ (cm) Ax (mm) d‘ (mm)

m=1

m=2
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